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Современные технологические методы позволяют выращивать многослойные фотонно-кристаллические структуры, например, одномерные фотонные кристаллы, число слоёв которых достигает нескольких сотен. В качестве их основных преимуществ можно выделить существование фотонно-запрещённых зон, на границах которых наиболее ярко проявляются эффекты дисперсии, удобство изготовления и возможность достигать высокий контраст показателей преломления.
В настоящей работе рассмотрена возможность фокусировки оптических пучков при отражении от одномерного градиентного фотонного кристалла. Во втором приближении теории дисперсии получено условие на фазу комплексного коэффициента отражения необходимое для фокусировки. Исследованы зависимости фазы комплексного коэффициента отражения от параметров фотонного кристалла. С использованием метода динамической теории дифракции ([1–4]) получены аналитические выражения для комплексных амплитуд дифрагированных волн нулевого и первого порядков. Проведено сравнение аналитического решения с численным, полученным рекуррентным методом.
Развитый нами подход позволяет проектировать системы управления профилем оптических пучков на основе градиентных фотонных кристаллов.

***
Моделирование отражения от фотонного кристалла проводилось для схемы, изображённой на рис. 1. Был рассчитан комплексный коэффициент отражения от такой структуры, который приведён на рис. 2. В случае экспоненциального закона изменения толщины бислоёв можно добиться параболической зависимости фазы от угла падения в достаточно широком диапазоне углов. Результаты моделирования для различных расстояний от кристалла до экрана представлены на рис. 3. Из рисунка видно, что при падении пучка происходит его дифракционное расплывание с существенным изменение профиля. Однако после отражения представляется возможным вернуть пучку исходный профиль на некотором расстоянии от фотонного кристалла. При дальнейшем увеличении расстояния до экрана, пучок вновь испытывает дифракционное расплывание.
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	Рис. 1. Схема отражения пучка от фотонного кристалла
	Рис. 2. Зависимость амплитуды и фазы комплекс-ного коэффициента отражения от угла падения
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	Рис. 3. Эволюция пучка при отражении от градиентного фотонного кристалла
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